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LSIテストシステム TS6000シリーズテスタ, ST6730/ST6731 

QTC用NVRAM予防交換のご案内 

NVRAMについて 

NVRAMはQTCカード（テスタのCPUカード）に実装されている重要な部品です。 
NVRAMは、リチウムイオン電池を内蔵しており、安全・安定なテスタ稼働のために 
予防交換をお勧めいたします。 
また、NVRAM固有情報のバックアップについてもご案内いたします。 

このご案内は、TS6000系テスタ、TS6000H/AL9740テスタ、ST6730/ST6731テスタに搭載された 
QTC-A,QTC-C,QTC-D,QTC-E,QTC-F,QTC-G,QTC-Hカードが対象になります。     
QTC-Jにつきましては、別途お問い合わせお願いします。 

• NVRAMは、機器の個体ごとに割り振られた情報（IDやアドレスなど）やクロックを保持するICパッケージ
で、停電時でもメモリが揮発しないよう、内部にリチウムイオン電池が封入されています。 

• 上記の電池は、おおよそ5～10年で寿命を迎え、電源OFF時にメモリが揮発してしまいます。  

NVRAMの電池が消耗した場合 

NVRAM予防交換及びユニット固有情報バックアップのご案内 

QTC-C用のNVRAMは、既にメーカーの販売が終了しており、在庫で対応します。 
そのため、電池の寿命が推奨交換周期より短いおそれがありますのでご了承お願いします。 
尚、QTC-Cにつきましては、中古部材によるQTC-Eシステムへの切り替えも可能ですので 
ご検討お願いします。 
QTC-E化することにより、テストの高速化が見込まれます。 

• 復電時にテスタが立ち上がらないおそれがあります。 
• 機器ごとの固有情報の控えがない場合、立上げが非常に困難になります。（QTC-A, -Cの場合）  

稼働上のリスク 

• 消耗した状態で長期間使用すると、発熱、発煙や液漏れが発生する恐れがあり、その結果   
大切なテスタを焼損、腐食させてしまうおそれがあります。 

• 焼損、腐食が見受けられる場合、修理が出来ません。 

安全上のリスク 

OLD NEW 固有情報の 
バックアップ 

（QTC-A, -Cのみ） 

交換 

以上のリスクを回避するために、NVRAMの予防交換をお勧めします。 
QTC-AおよびQTC-Cの場合は、固有情報のバックアップを作成しCD-ROMにて提供いたします。 
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